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適用 SFP2 表面粗糙度測頭模組的 
校正及功能標準件

www.renishaw.com.tw/SFP2

在 CMM 上量測表面粗糙度

傳統的表面粗糙度量測都要使用手持感測器，或必須將工件移至昂貴的專用量測

機器上。

而適用 REVO® 5 軸系統的 SFP2 測頭模組改變了這一切，讓表面粗糙度檢測成

為 CMM 量測不可或缺的一部分，並可自動切換使用掃描、光學非接觸式及表面

粗糙度量測的測頭類型。

此獨家功能可將表面粗糙度分析完全整合至單一量測報告。

校正及功能標準件

Renishaw 提供一系列產品，支援在 CMM 上使用 REVO SFP2 表面粗糙度量測

測頭模組。

標準件底板可用於校正表面粗糙度模組、獨立驗證校正結果、檢查線性及端部狀

況監控。

此外 Renishaw 也提供狀態檢查標準件，可在整個 CMM 空間範圍內定位光學平

面及校正底板，適合用於評估機器表面粗糙度量測的能力。

TFP 端部找正測頭是由 TP20 測頭與低觸發力模組組成，用於對應 SFP2 測頭	

的 C 軸，以及校正模組/固定座配置的幾何形狀。

主要優點

*	提供一系列全方位工具在 CMM 上支援表面粗糙度量測

*	校正一系列完整的表面粗糙度模組

*	獨立的線性及校正驗證外加端部狀況監控功能

*	機器功能測試及故障排解

MRS2 導軌上的單一標準件 MRS2 導軌上的三個標準件 MRS2 支腳上的單一標準件 MRS2 支腳上的三個標準件
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規格

校正底板 SFA1 *

功能 用於校正 SFM 表面粗糙度模組。

表面詳細資料
3.0 µm Ra 正弦波輪廓。
電鑄鎳表面。

可追溯性 提供 UKAS 校正證書。

檢查底板 SFA2 *

功能 用於檢查校正線性。

表面詳細資料
0.5 µm Ra 正弦波輪廓。
電鑄鎳表面。

可追溯性 提供 UKAS 校正證書。

驗證底板 SFA3 *

功能 用於定期檢查端部狀況。

表面詳細資料
0.4 µm Ra 鋸齒波輪廓。
電鑄鎳表面。

可追溯性 提供 UKAS 校正證書。

CMM 狀況檢查標準件 OFA **

功能
用於驗證機器功能及故障排解的維修工具。
其中包含位在立方體內部的六個光學平面，並設置安裝孔以安
裝其他校正和檢查標準件。

表面詳細資料
l/20 熔融矽石光學平面。
直徑 50 mm。

可追溯性 光學平面隨附校正證書。

位置選項：

* SFA1、SFA2 及 SFA3 可固定至 MRS2 導軌、MRS2 支腳或 OFA 標準件。這類標準件及固定架可隨完整系統套件供應，也可以個

別供應。

** OFA 可直接安裝至 CMM、治具基板或通用的校正塔。OFA 僅限於特殊訂單供應。請聯絡 Renishaw 了解更完整資訊。


